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(54) Title: SELF ADJUSTMENT OF SCANNING ELECTRON MICROSCOPES

(54) Bezeichnung: SELBSTADAPTIVITAT VON RASTERELEKTRONENMIKROSKOPEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for determining a decision criterion for

associating pixels of a digitized image of an electron microscope with an ohject or the back-
ground, wherein a filter having particles made of different materials is inserted into a scanning

electron microscope and images of electronic fields of the filter are captured with a scanning

3 electron microscope. Textural characteristics are calculated for all pixels of all images take.
A point to be classified is determined in the characteristics space, and the original image and
5 pixels of said point are identified. Based on an EDX spectrum, the point is classified in the

characteristics space. The detected class association and the previously detected class associ-
ations are propagated to all remaining points of the characteristics space. The determination

of a point to be classified, the classification of the point and the propagation of the class asso-

ciations are repeated until stable classification is achieved or a maximum number of iterations

9 was carried out.

2

11 (57) Zusammenfassung: Die Frfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung eines
Entscheidungskriteriums fiir die Zuordnung von Pixeln einer digitalisierten Aufnahme
eines Elektronenmikroskops zu einem Objekt oder zum Hintergimind, bei welchem ein Filter
mit Partikeln unterschiedlichen Materials in ein Rasterelekironenmikroskop eingelegt wird
und Bilder von elektronischen Feldern des Filters mit einem Rasterelektronenmikroskop
aufgenommen werden. Fir alle Pixel aller aufgenommenen Bilder werden texturelle
Merkmale berechnet. Im Merkmalsraum wird ein zn klassifizierender Punkt bestimmt und es
werden Ursprungsbild und -pixel dieses Punkts identifiziert. Anhand eines EDX-Spekirums
wird der Punkt im Merkmalsraum klassifiziert. Die gefundene Klassenzugehdrigkeit
und die bereits gefundenen Klassenzugehirigkeiten werden anf alle fibrigen Punkte
des Merkmalsraums propagiert. Die Bestimmung eines zn klassifizierenden Punktes,
die Klassifikation des Punktes und die Propagation der Klassenzugehirigkeiten werden
wiederholt, bis eine stabile Klassifikation erreicht ist oder eine maximale Anzahl an
Iterationen durchgefiihrt wurde.



